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Pixe (Particle Induced X-ray Emission)! é uma técnica de analise
multielementar de materiais com uma imensa aplicabilidade. Trata-se, basicamente,
da analise da energia dos raios X emitidos dos atomos da amostra do material ao
realizarem transi¢des eletrénicas devido ao bombardeamento de ions carregados.

Dentre as pesquisas realizadas, foram medidas amostras com o intuito de
detectar elementos que indiquem a poluicdo no ambiente aquatico. As amostras sao
colocadas numa cédmara de vacuo e ficam em torno de 3 a 5 minutos recebendo
feixe de ions carregados para emitirem raios X caracteristicos dos elementos
presentes em cada uma das amostras e estes dados sao coletados para analises.

Os dados coletados sao dispostos em 1024 canais de energia e assim tem-se
como resultado um espectro PIXE no qual séo registrados os numeros de contagens
em funcdo de cada um desses canais. A partir da medida de uma amostra padréo
com quantidades elementares bem estabelecidas pode-se determinar uma equacgao
que estabelega a relagado entre os canais e as energias dos raios X caracteristicos.
Cada uma dessas energias obtidas é originada de um determinado elemento
especifico e com isso a composi¢ao de cada amostra é estabelecida.

' Johansson, S.A.E.; Campbell, J.L.; Malmqvist, K.G.; PARTICLE-INDUCED X-RAY
EMISSION SPECTROMETRY (PIXE). New York: John Wiley and Sons, 1995.



